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 – 2 – 60352-2 Amend. 1 © IEC:2013 

FOREWORD 

This amendment has been prepared by subcommittee 48B: Connectors, of IEC technical 
committee 48: Electromechanical components and mechanical structures for electronic 
equipment. 

The text of this amendment is based on the following documents: 

FDIS Report on voting 

48B/2340/FDIS 48B/2348/RVD 

 
Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the report 
on voting indicated in the above table.  

The committee has decided that the contents of this amendment and the base publication will 
remain unchanged until the stability date indicated on the IEC web site under 
"http://webstore.iec.ch" in the data related to the specific publication. At this date, the 
publication will be  

• reconfirmed, 
• withdrawn, 
• replaced by a revised edition, or 
• amended. 
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60352-2 Amend. 1 © IEC:2013 – 3 – 

Replace existing Figure 6 with the following: 
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Curve A: Values for initial contact resistance, maximum. 

Curve B: Values for maximum change in resistance after electrical or climatic conditioning. 

NOTE  Numbers indicate specific conductor cross-sections in mm2. 

The lines for maximum initial contact resistance (A) and maximum change in resistance after electrical or climatic 
conditioning (B) are based on the following equations. These formulas may be used in place of the graph in Figure 
6 to determine the maximum allowed initial resistance and post-conditioning change in resistance values.  

A = 0,4596xC–0,8843 

B = A / 2 

Where: 

A  is the maximum allowed initial resistance, in milliohms (mΩ); 

B  is the maximum allowed change in resistance, in milliohms (mΩ); 

C  is the wire cross-section, in mm2. 

Figure 6 – Contact resistance RC of crimped connections  
with copper barrels and copper conductor (K = 1) 
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 – 4 – 60352-2 Amend. 1 © IEC:2013 

Replace existing Figure 8 with the following: 
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IEC   1411/13  

NOTE 1 Test current = 15xC0,958 for conductor cross-sections from 0,05 mm2 to 1 mm2, where C is the wire 
cross-section in mm2 

NOTE 2 Test current references for conductor cross-sections above 1 mm2. 

Figure 8 – Test current for crimped connections 
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 – 6 – 60352-2 Amend. 1 © CEI:2013 

AVANT-PROPOS 

Le présent amendement a été établi par le sous-comité 48B: Connecteurs, du comité d'études 
48 de la CEI: Composants électromécaniques et structures mécaniques pour équipements 
électroniques. 

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants: 

FDIS Rapport de vote 

48B/2340/FDIS 48B/2348/RVD 

 
Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant 
abouti à l'approbation de cet amendement. 

Le comité a décidé que le contenu de cet amendement et de la publication de base ne sera 
pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de la CEI sous 
"http://webstore.iec.ch" dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, 
la publication sera  

• reconduite, 
• supprimée, 
• remplacée par une édition révisée, ou 
• amendée. 

_____________ 
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60352-2 Amend. 1 © CEI:2013 – 7 – 

Remplacer la Figure 6 existante par la figure suivante: 
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Courbe A: Valeurs de la résistance de contact initiale, maximum. 

Courbe B: Valeurs de la variation maximale de la résistance après conditionnement électrique ou climatique. 

NOTE  Les chiffres indiquent les sections transversales des conducteurs spécifiques en mm2. 

Les lignes pour la résistance de contact initiale maximum (A) et le changement maximum dans la résistance après 
le conditionnement électrique ou climatique (B) sont fondées sur les équations suivantes. Ces formules peuvent 
être utilisées à la place du graphique dans la Figue 6 pour déterminer la résistance initiale maximale autorisée et 
le changement de pré-conditionnement dans les valeurs de résistance. 

A = 0,4596xC–0,8843 

B = A / 2 

Où: 

A  est la valeur de la résistance initiale maximale autorisée, en milliohms (mΩ); 

B  est la valeur de la variation maximale autorisée, en milliohms (mΩ);  

C  est la section du conducteur, en mm2. 

 

Figure 6 – Résistance de contact RC des connexions serties  
avec fûts en cuivre et conducteur en cuivre (K = 1) 
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